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Tantárgy képzési célja:
A hallgatók megismerjék a korszerű felületvizsgáló módszerek elméletét és gyakorlatát

1.	 Anyag és elektromágneses sugárzás kölcsönhatásán alapuló felületvizsgáló módszerek:
-	 Röntgen fotoelektron spektroszkópia (XPS)
-	 UV fotoelektron spektroszkópia (UPS)
-	 Auger-elektron spektroszkópia (AES)
-	 Lézer mikro-tömegspektroszkópia (LAMMS)

2.	 Anyag és elektronsugár kölcsönhatásán alapuló módszerek
-	 elektronok behatolása szilárd anyagba
-	 Rugalmas (LEED, RHEED, THEED) és rugalmatlan (EELS) kölcsönhatások
-	 Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM)
-	 Mennyiségi elemzés elektronsugaras Röntgen-mikroanalizátor (EPXMA) segítségével

3.	 Anyag és ionsugár kölcsönhatásán alapuló módszerek
-	 Rugalmas szóródáson alapuló technikák (Rutherford visszaszóródásos spektrometria –RBS; ionszórásos             
   spektroszkópia – ISS; rugalmas visszalökődés vizsgálat – ERD)
-	 Rugalmatlan szóródáson alapuló módszerek (magreakciós analízis – NRA)
-	 Ionporlasztásos technikák (szekunder-ion tömegspektroszkópia – SIMS)

4.	 Korszerű mikroszkópiás technikák
-	 Pásztázó alagútmikroszkópia (STM)
-	 Atomerő mikroszkópia (AFM)
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